-

i

T

v

~

( : PRZEMYSLOWY INSTYTUT KUTOMATYKI I .‘POMIAROW
' : - MERA-PIAP . :
Al Jerozolimskie 202 02-222 Warszawa . Telefon 23-70-81

—
R
EX)

O$rodek ' Autona tyki Elektryczne

]
i’ t ‘J Zespoi Budowy Cyfrowych Urzqdzen Systemowych

Gléwny 'vsrykonc;v&fqd RN P) (_/ ,LO

s

Wykonawcy mgr inz;Cz.Godzisz, mgr inz.M.Nawrot
' mgr inz.R.Kaczmarek, techn.B.Dratus

Konsultant mgr inz.M.Stodczyk, mgr inz.K.Stefarski

' . [Badania zakiécalnosci i podwyzszenie |
Nr zlecenia . \ ,
9463 » . poziomu odpornosci kasety INTELDIGIT-
etap 1 ~-PROWAY z oS$mioma prototypami pakietodw.
- Badania .zasilacza MZ-21. ‘
Okreélenie poziomu odpornogci.

Zleceniodawca praca wiasna

~

PraCe rozpoczeto dnia 85.04.01 . zakonczono dnia 85.06.25
o Kierownik Zezz/oiu Z-ca Dyr .d/s K:.erowmﬂﬂ?z;cfka
o Autgmatyki
7: inE i . dr inz.A. SyrfcfyﬁSki /(/k’ A N pl"Of Wr"’@l‘\z oTe Mlssala
Kl : dr inz\T.Gatazka

Praca zawiera: ‘ Rozdzielnik - ilos¢ egz: -

stron " Egz. 1 BOINTE

rysunkéw 11 3 Egz. 2 OAE ’

fotografii . Egz. 3 OAE

tabel - 11 Egz. 4

tablic 1 Egz. 5

v zd}'qcznikéw’ : Egz. 6

_ Nrrejestr. 5439

o S o ik RN 5 v - o e g P L .. =



Analiza deskryptorowa

MIR-PROWAY ,

Andliza” giokumenidcyina

UWAGA:Nie udostepniad do wgladu,

AUTOMATYKA I'ﬁOMIARY PRZEMYSLOWE ,
UR ZENIA NTELDLgIT-PROWAY'

'KOMPQ/XBILNOSC ELERTROMAGNETYCZNA +  °

+ BADANIA ZAKLOCALNOSCI,

Sprawozdanie zawiera wyniki badan zéklécalhoéci oémiu

prototypowych pagkietdéw INTELDIGIT-~PROWAY umieszczonych w kasegie

z wielowarstowa magistrala kasety i zasilaczem MZ-21.

Ckreélono poziom odporno$ci na zakktécenia od strony: sieci
zasilajacej, wejé¢/wyjsc interekjsowych; dla zakldécen: impulsowych
nanosekundowych 'i duZej energii, zakldcen ciagiych o czestotliwo-
§ci sieci, dynamicznych zmian napiecia sieci. We wnloskach zaprponoe
wano zakres prac podwyzszenia odpornosci urzadzen.

Tytuly poprzednich spmwozdaﬂ

1. Badanie zakldcalnosci czterech pakietdw przetwarzania danych

Sprawozdanie ‘MERA~-PIAP nr rej.5165,1983.

2. PN/M projekt Automatyka i pomiary przemyslowe.Kompatybllnosc
elektromagnetyczna urzadzeri,Ogélne wymagania i badania. :

3.7 Tymczasowe dokumentacje techniczno-ruchowe sprawozdanié
MERA-PIAP nr reje.:

DTR ZD

NSG202
SED-2
525-2
GZI-50

AY

UKD

4, Zasilacz wielowyjsciowy MZ-21

ZDEMP Gliwice.

5. Symulatory  zakzdcen

+ NSG200 firmy Schaffner
MERA~PIAP ‘ _
MERA=-PIAP
MERA~PIAP /model/.

rar-252f03- 6000

——— .. - - = N

Pakiet MMBO /jednostka centralna 8-bitowa/ 5038
Pakiet ML30 /pamlgc danych/ - 5041
Pakiet ML40 /pamigC programu/ 5044
Pakiet MW30 /pakiet kontroli/ 5047
Pakiet MA11 /przetwornik a/c/ 5028
Pakiet MAO1 /komutator stykowy/ 5031
Pakiet MCO1 /wejsScie dwustanowe/ 5027
Pakiet MC21- /wyjécia dwustanowe/ 5032
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Ukad pomiarowy dla badania zaklécalnoéc1
impulsoweJ zaszlacza.

Napigcia wyjsciowe przy wylaczaniu
napigcia sieci, '

'Napiecia wyjébiowe przy wtaczaniu

napigcia siecie ‘ ‘

Napiecia wyjécxowa zasilacza przy w l@czaniU'
¢ Y Y

1 wiaczaniu. sygnatemOFF/ON. -

Napiecie wyjsciowe 5VB.przy wylaczaniu i ,
wiaczaniu sygnatem OFF/ON. . o

Prad wtaczania /a/ i pred us talony /b/ W
obwodzie sieciowym. zasilacza.

Ukzad i konstrukcja obcigzenia zasilacza
wielowyjsciowego. )

Konfiguracja badanych urzadzer i umieszczenie
pakietéw w kasecie.

Klamra pdjemnoéciowa'dla me tody symulééji SE11.. -

Generator zakléceﬁ c1@glych 0 czestotliwosci
sieci napleciowych i’ pradowych. )

Uktady pomiarowe dla metod symulacji SE11 1
SM30, SM50 dla kabli interfejsowych..

Tabele pomiéréw: 2.1; 202, 30,401,- 3.402. 30’403,
.3e4.4, 3,4.5, 3.4.6, 3.4.7, '
3.4.8, 3.4.9.
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_ Sprawozdanie zawiera wyniki badan zakldécalnoéci os$miu
prototypowych pakietéw INTELDIGIT-PROWAY [2] umieszczonych
w kasecie z wielowarstwowa drukowana magistrala kasety i
zaéilanych z zasilacza wielowyjs$ciowego MZ-21 [3] . -
OKres$lono poziomy odpornos$ci urzadzefi od strony zasilania |
sieciowego kasety oraz od strony‘obwodéw interfejsowych zewne-

trznych pakietéw. Odpornos¢ pomiarzono dla: zaktécer impulsowyc

nanosekundowych i duzej energii, zakiécer ciagiych o czestotli-
wosci sieci, dynamicznych zmian napigcia sieci zasilajecej;
wytadowan elektrycznos$ci statycznej ESD. |
Badania pfzeproWadzono w warunkach i meiodami okresonymi
w prbjekcie normy PN/M "Automatyka i pomiary przemysiowe.-
Kompatypilnoéé elék;romagnetyczna urzadzen. Ogélne wymagania
i badania". [2]. - o '
w sprawoquniu‘ophécz wnioskéw dotyczacych zagadnierd KEM

N |

umieszczono wnboski i uwagi dotyczace konstrukcji badanych
urzadzeh. o

W badaniach :wykorzystywano posiadane symulatory [4] oraz’
urzadzeﬁia pomiarowe oméwione w p. 3.3. Badania zaklécalhoéci
dla sygnatéw impulsowych nanosekundowych przeprowadzono zaste-
pczym sygnatem zaklécajacym 5/100ns. Zmiana te wynikla. z braku
iéleéanego w normie [2] generaforg sygnaiu 5/50ns., “

Badania wykonano dla zasilacza typ MZ-21 nr fabr.0323 prod.
ZD EMP., Zasilacz skiada sig¢ z trzech typowych zasilaczy i z
uktadu zabezpieczenia umieszczonych-w panelu konstrukcyjnym.
Zaciski wejéciowe i wyjsciowe umieszczono w lewej czeéci plyty
czolowej. Zasilacz jest wykonany w I klasie ochronnosdci. -
Napiecie wyjécioﬂe i zdolno$¢ obciazenia wyjsc jest nastepujaca

"Upy = +5V/40A, Ugg = +A2V/5A, Upy = =5V/4A, Uy, = +24V/10A,

Us = +5VB/3A /bateryjne/.

"W czasie badafh wszystkie wyjécia zasilacza byly obciazone
‘obciazeniem rezystancyjnym /rys.7/. '

Badania przeprowadzono przy nominalnym obciazeniu wszystkich

_wygéé oraz przy obciazeniu wyjécia 12V ‘nominalnym i minimalnym

- /10%/ ‘ '

-
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Na stanowisku badawczym zasilacz umieszczono na wysokosci
0,1m nad uziemiong piyta ziemi odniesienia.

Zakres badan obejmowal okreslenie pozioméw zakidcalnoci

-/odpornoéci/ dla zakidécehh impulsowych nanosekundowych i

duzej energil, zanikéw napigcia sieci oraz obserwacji
standéw przegéc1owych w obwodzie sieciowym ina wyjéciach przy

‘wlaczanlu i wylgczaniu zasilacza. .o

2.1, Zak&écalnoéc dla zakiécen 1mpulsowych nanosekundnwych

i duzei energii. ) ‘.

Badania przeprowadzono w ukadzie pomiarowych}fpokazanym
na rys.l, dla-zakiéceri impulsowych nanosekundowych 5/100ns
/symulator NSG 222/ przy symulacji zaklécen niesymetrycznych
metodg SN11 oraz dla impulséw duzej energii /0,53/ 0,2/50us
/generator GZI-50/ przy symulacji zak;éceﬁ'symetrycznych
i“niesymetrycznych metodami SN30 i SS30. Ozpaczénia metod.
symulacji 'sg zgodne z projektem PN/M dotyczacej koppafybil-
noécijelektromagnetyc;nej_urzadzeﬁ automafyki i pdmiaréw.

. Jako kryterium zakidcenia przyjeto poziom zakiécen symetrycz

~“nych wys;gpbjecych na wyjsciach uruchamiajacy uktad putapki .
Putapka reaguje na zakiécenia impulsowe, dla wejscia OdB
charakterystyka putapki jest zblizona do charakterystyki
bramki TTL, dla wejécia 20dB poziom- reagowania Jjest odpowie-
dnio'wyzszyi. Pomiary polegaty na okreéleniu'ﬁoziomu zakZéce

" w obwodzie sieciowyd przy ktérym wystepuje zadziatanie pulai
Wyniki pomiaréw przy zaktéceniach impulsowych nanosekundowyc
podaje Tabela 2.1. W tabeli podano wyniki pomiaréw dla zbocz
impulsu zakiécajacego Sns, 1.5ns, 35ns dla obu polaryzacji
impulséw i czuto$ci putapki OdB i 20dB. Pomiary nie wykazaly
réznic w poziomie odpornos$ci przy zmianie obcigzenia wyjécia
zasilacza +12V, ‘ , ' )

" Dla zakkécen iﬁpulsowych duzej energii zadziatanie putapki
0 czutosci OdB wystapiio przy nastepujacych amplitudach° .
‘d¥a zakiéceh niesymetrycznych SN30:

+12V - 880V , " -
[ =5V, - gdoov ;
+5VB - 880V -

pozostaie wyjscia nie wystepily zad21alanla puzapki

. przy maksymalneJ amplitudzie

GZ2IL50, 1000V g;

dla zakléceﬁ symetrycznych SS3p nie wystapity zad21ala ia
pulapki przy maksymalnych amplitudach GZI1~50.
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2.3,

Odporno$é na zaniki napiecia sieci.

Badania przeﬁrowadzono metoda symulacji SS70 prz% zastosowa=-

~miu symulatora SZS-2. Napigcia wyj$ciowe zasilacza monitorowa

no oscyloskopem. Wartosci napieé‘wyjéciowych uznano za popra=-
wne jezeli mieszcza -sig w tolerancji iS%Un.

W tabeli 2.2 zestawiono wyniki pomiardw przy napigciu zasila-
nia przed zan1k1em 220V /Un/ i 187V /-15%Un/. Szczegbiowe
wyniki pomiarowe -oméwiono réwniez w p.2.3.
Dodatkowo\pomierzono‘statchny prdg napigcia zaéilania przy
ktérym nastepuje wylaczenie zasilacza. Stwierdzono, ze przy
nominalnym obcigzeniu wyjsé za511acz pracuge poprawnie do
wartoéc1 napigcia zasilania 156V /O 71Un/.

Stany przeiéciowe na wyisclach przy wlaczaniu i wyXaczaniu.

/

. . . o/
- Na'podstawie obserwacji oscyloskopowej wyjé¢ zasilacza

2.4,

okreslono przebieg1 napiec - wy3é01owych przy wlaczanlu i

‘wylaczaniu naplecia sieci oraz przy wytaczaniu i wlaczanlu

napiegé wyjscxowych sygnatem OFF/ON zasilacza. N
Badania przeprowadzono przy nominalnym- obciazeniu wyj$¢-dla-
nominalnego i 10% obciazedia wyjécia 12V{xoraz przy zasilaniu
wejscia +B z zasilacza zewngtrznego. Wtaczanie i wyiaczanie
napigcia sieci realizowano symulatorem S$ZS-2 jak przy badae .
niach, odpornoé01. Wyniki obserwacji, przedstawiono na rysunkac

rys.2 do rys.5.

Udarowy;prgd wlaczanla zasilacza.

Pomiar pradu wlaczanla “zasilacza przy réznych katach
fazowych .napiecia sieci wykonano przy pomocy symulatora S$ZS-2
Stwierdzono, ze udarowy'brad wiaczenia przy nomlnalnych
obcigzeniach osigga amplitude 56A przy kacie fazowym ok .90°
Typowe przebiegi pradu w obwodzie sieciowym zasilacza przed-
stawiono na rys.6. Wartosé szczytowa pradu w warunkach" usta-
lonych osiaga wartosé 20A.

2.5, Wnioski. o .

1. Jezeli przyjac, ze zastosowana w badaniach putapka zaké~

cefi imgulsowych ma podobna charakterystyke zaklécalnoéci
, CO typowy uklad TTL to mozna stw;erd21c ze przy Q%L

S — I



nanosekundowe 5/100nS ok. 270V /SN11/ duzej energii 0,5]

‘odpowiedno 220V/0 36ms /SS70/, 187V/0 26ms /SS70/.

.

zastosowaniu zasilacza MZ-21 mozna bedzie 051agnac
p021om odpornosci ukladu na zakitécenia 1mpulsowe sieciowe

0,2/50us ok.880V' /SN30, S$S30/. _
Odpornoé¢ zasilacza na krétkotrwate zaniki wynosi

Zasilacz nie zapewnia ciaglo$ci zasilania na wyjsciu
5VB przy wiaczaniu i wytgaczaniu zasilacza w obwodzie
sieciowym jak i sygnatem OFF/ON, Przy wylaczéniu wystepuje
zanik. napigcia 5VB otrwajacy ok.138ms. Przy wiaczaniu
sygnatem ON wysrepuje‘obgi¢2enie napigcia ok. 1,5V trwaja(
ok.15ms. Stany - przej$ciowe nahwyjéciu‘SVB zalezg od
wielkosci obcigzenia wyjscia 12V. Przy nominalnym obcigze-
niu wyjscia 12V wystgpuja obnizenia o wartosci 3,5V )
trwajace do 16ms, przy wytaczaniu i odpow1edn10 1, 5V 50ms
przy wlaczaniu. ‘

Przy zanikach napiecia 51eci trwajacych diuzej od czasu
trﬁ%%la zasilacza lecz krétszych od 105ms wystepuja stany
trwatego wyiaczenia-zasilacza. Czasy zanlkéw przy ktérych
obserwuje sie powyzsze zachowanie 23311acza zaleza od -
stanu obciazenia wyjécia 12V.

Zastosowany W zasilaczu MZ21 ﬁklad zbiorziy'zabezpiecza-
jacy obeijjacy~r6wnie2 wyjécie obiektowego zasilania 24V
powoduje wylaczenie zasilacza przy zwarciach i przeciQZe-
niach zasilacza. . '

Wady zasilacza oméwione we wnibskach 2,5,3...2, 5 5
powinny byC¢ usunigte przez producenta zasilacza. W - S
tym celu brzekazano producentowi wyniki baadan zasilaczZa
/pismo OAE/312/85 z dn.1985.02.257. Dodatkowo stanowisko
PIAP wyjasniono w no-tatce siuzbowej & dn.1985.03.19.

\
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3.1. Badana konflguracga urzadzen,

Konfiguracje.badanych urzadzen pokézéno\na rys.8. Zestaw
urzgdzefi INTELDIGIT-PROWAY skiadal sig z prototypOw:

- zasilacza MZ-21 prod.zZD EMP

~ magisxxaxx konstrukcji mechanicznej kasety,

.= magistrali kasety, wykonanej w technice druku w1elowarstwo-

wego, wyppsazonej w ztacza A i B jedynie dla stanowisk
nieparzystych, z wykonanymi niestandardowymi polaczeniaml d
stanowiska nr 19 przeznaczonego dla jednostki centralnej

" MM80 i stanowiska nr 1 przeznaczonego dla pakietu MW30, :

- prostego pulpitu operatorskiego przyiaczonego do zZacz
AiB, stanowxska nr 11, zawierajgcego przycisk RESET, lampk1
sygnalizacyjne BTMO, WAIT, LD,~ALARM, ¢

= pakietéw: MM8O /02/, MA30 /03/, ML30 /02/, ML4O /027,
mMCco1 /-/, MC21 /wykonanie 24V/, MAO1 /01/, MA11 /03/ .

Zasilacz wmieszczono nad kaseta na podkladkach'izolbjacych.

Polaczenia zasilacza z magistrala kasety i pakietem MW30

wykonano wigzkami przewodéw poprowadzonych z lewej strony-

kasety. Obudowy zasilacza‘i kasety poiaczono elektrycznie
wykorzystujac przypddkowe $ruby konstrukcji mechanlcznej.

Na stanowisku pomiarowym kasete z zasilaczem usytuowano na

wysokosci O,3m nad uziemiona plyta aluminiowa, stanowiaca

ptaszczyzng ziemi odniesienia. ’ Co

Urzgdzenia peryferyjne przyiaczono do jednostki centralnej

MM8@. Do ztacza C monitor ekranowy typ 7953 do zlacza D
czytﬁik CT2100, do z*acza E dziurkarkeg DT405S. .

W poczatkowych badaniach wykorzystywano drukarke DZM-180 -

y4 klawmatura KSR. Ze wzgledu na czegste blokowanie drukarki
spowodowane zaklécenlaml W dalszych badanlach wykorzystywano
monitor ekranowy-. Urzadzenia peryferyjne za51lano z obwodu
sieciowego niezakldcanego. W trakcie badar odtgczano kable
intérfejsowe DT i CT od MMB0O. w celu pomierzenia pozioméw
odpornoéci bez wpiywu tych interfejséw.

- Do ztacz D i E pakietu MWSO przyiaczonodo sygnaiy z zasxlacza

i pulpitu operatorskiego.,




3.2, Wykorzystywane programy testujace.

3.2.1.

3.2.2,

-lampek BTMO, WAIT, ALARM, SYST i LDI sprawdzane w trakcie
.zakto6cenh oraz po ich zakoficzeniu.

3.2.2.a. Test_pamieci wewn@trzneg wersja 2 TPW /2/.

-

3.2.3.

-'Pnogram sktada sig¢ z dwéch instrukcji: ¢ TN

~2akléceﬁ oraz po ich zakoﬁczeniu.

A

Test SKOK

Program zawiera trzy puste instrukcjé - NOP oraz instrukcje
bezwarunkowego skoku do.pierwszej instrukcéji programu. Pro~
gram zapisany jest W pamigci wewngtrznej od adresu 3000.
Przyjeto nastepujace kryteria odpornosci: poprawne stany
lampek BTMO, WAIT, ALARM, i 'SYST. sprawdzane w trkkcie.

—

Test gam1§c1 wewngtrznei TPW : .

-

Program zapisuje bajt informacji 55 do rejestru B, Nastepni
w petli informacj& z rejestru B wpisywana jest do komérkl
pamigci wewnetrznej RAM, czytana i poréwnywana z zawartosc1
rejestri B. Jezeli informacja przeczytana jest rézna od
informacji zapisanej wéwczas zapalana jest lampka LOI.-
Przyjeto nastepujace kryteria odpornosci:poprawne stany

Program rézni sig od poprzedniego tym, ze zapisuje i
odczytuje kolejno.komérki z obszaru-pamigci RAM - 2K,
Oprocz sygnatu biedu - iampki LDI wprowadzono licznik
btedéw, ktéry jest sprawdzany po zakorficzeniu programu.
Tegt_sprawdzenia_ zawartoéc1 pamigci grzy zatrzymanym_
procesorze, TSP

~—

- instrukcji zakazu przerwan

~ instrukcji zatrzymania pracy-procesora’

Test przeprowadzono nastgpujaco: -

- wyprowadzono zwarfoéé 1K pamigci RAM na taéme
- uruchomiono program zazrzymania procesora

-~ zakXdécano urzadzenie

~ sprawdzono czy zmienila sie zawartosé pamiegci.
Przyjeto nastepujace kryteria odpornos$ci:

- po zakolbiczeniu zakiécer niezmieniona zawarto$é¢ pamieci.

| A0

}




3 2.4.a. Test pamieci_zewnetrznej_ TPZS8 73/,/pr2ekazéw 8-bitowych:

3.2.6,

.Przyjeto nastepujace kryteria odporn0301 sprawdzane po

~ zerowy stan licznikéw biedéw.

.- zerowy stan ltcznika b1%déw.

- RRRBRAXXHXK YR AXRRKRRXARKXXMA Program wysyia 1nformacje
jzawarta w rejestrze B na wyjscie szeregowe, czytqklnforma-

" wystapit b2ad to powiekszany jest licznik bZedéw..

N

Test pamleci zewnetrznej TPZ8 /przekazéw 8-bitowych/

Program zapisuje dwa bajty zmiennej informacj1 z pary -

reJestréw B,C do dwéch komérek pamigci zewnetrzne RAM,

nastepnle odczytuje zawartosc tych dwéch komérek pamigci

przesyla ja do rejestréw AiE i pordwnUJe z zawartoécia

rejestréw BiC. Je$li informacje sa réwne zwigkszany jest

licznik btedow /osobny. ala przeKazéw parzystych i

nieparzystych/. -

zakoticzeniu -zaktécenia: )

-~ poprawne stany lampek BTMO, WAIT SYST obserwowane
réwniez w trakcie zakiécenia,

\

/vwersja 2/

Program réidi}sie od poprzedniego tym,zé dziata w catym

obszarze pamieci‘zewneﬁrznej RAM .- 8K i zapisuje W pamig

adresy komérek w ktérych nastapizo przekaamanie informacj

\

Brogram zapisuje dwa bajty informacji zawartej w parze «;
rejestréw pE'do wmbranej paty komérek pamigci zewngtrznej,
czyta je ij; poréwnuje z wartosc1a zapisana /zawartosc1a par
rejestréw DE/, Jesli 1nformacje nie sg rdéwne tzn. wystapi
btad powigkszany jest licznik biedéw. Program dziata w
petli, powieskszajac za kazdym razem e 1 informacje
zawarta w rejestrach DE. Przyjeto nasfepujece kryteria
odpornos$ci sprawdzane poz zakSﬁczeniu zakXécenia:
= ppprawne stany lampek BTMO, WAIT, SYST obserwoWane

réwnlez w trakcie zaklécania.

— \

Test 1nterfelsu szeregowego TIS,

cjg. Jesli informacja wysiana i odczytana jest rézna tzn.\

Program dziata w petli powigskajac za kazdym razem o,
1.informacje wysytang /zawarta w rejestrze B/. ,/{' ~

]
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3.2.7.
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Na poczatku program zatrzymuje sie na 10 sek. aby operator
odigczyi kabel interfejsu szeregowego od pakletu MMBO i.
zatozy: na to miejsce 2aczdwke o zwartych plnach /02 z C3
i Ci12 2z 011/. Przyjgto nastepujace kryteria odpornosci

. sprawdzane po zakonczeniu zaklécenla.

- poprawne stany lampek BTMO, WAIT SYST obserwowane réwniez
w krakcie zakidcenia, N o - .
- zerowy stan licznika btedéw. ' '

—

Test interfelsu réwnolegtego_ TIR .

- Program wysyla informacje zawarta'w rejestrze B na wyjscie

3.2.8.

réwnolegle /zlacze E/ czyta informacje -z wejscia réwnoleglego

,/zl@cze D/ i poréwnuje je. Jezeli informacja wyskana i odczy=-

tana jest rézna tzn.wystgpii biad to powigkszany jest licznik
bteddéw. Program dziala w'petli powigkszajac za kazdym razem

o 1 informacje wysylana /zawarta w rejestrze B/. Przed
uruchomieniem prpgramu nalezy ziacze D i E pakietu MM8O
potaczy¢ kablem o specjalnym pblaczonych pinach /E12-D7,
E11-D5, E10-D2, E9-D4, 'E8-DS E7-Dl EG-DG- 55-08/.

Kryteria zakléceﬁ takie . sama Jak w teécie interfejsu szerego-
wego.

Test przekazéw statycznych TPS ‘ ;-

Program zapisuje informacje zawarta .w parze réjestréw DE
/FFFF lub 0000/ do pakietu MC21 czeka 1 sek. i odczytuje
informacje z pakietu MCOi,-Nastepnie—pprdwnuje infofmacje~\
wystang i odczytana, jeéli sa rémne tzn.wystaii biad powie-
kszany.jest licznik bledéw przekazu oraz sprawdza czy. biad
wystapll w pakiecie M021 jeéll tak to powiegksza takze licznik
bledéw pakietu MC21.

Program pracuje w petli,

Przyjgto nastgpujace kryteria odpornoéci:’

Ve

.= popranme stany lampek pakietdw MCO1 i MC21

- poprawne stany lampek BTMO, WAIT, SYST
~ zerowy stan licznikow bledéw sprawdzany po zakohiczeniu
Zaklécama. . ) . !




3.2.10.

EE

3.2.11.

- réznica migdzy na3w1eksza a najuniejsza wartoscxa -

Test_ komutatora _TK . ' N

- “ -

- 11 -
N .

Program przesyla~zmlanQ§ 1nformacje do pakietu MCél,
odczytuje'infprmacje z pakietu MCO1 i poréwnuje je,jesli
informacje.sa. rézne tzn.wystapii bad to powigkszany jest
licznik bXeddéw. Réwnoczesnie program sp?gwdzé czy pakiet
MCO01 zasygnalizowal zbocze narastance lub opadajace sygnatui

poréwnuje z sygnatem wysléﬁymAdo pakietu MC21. W przypadku

btedu. powigkszany jest licznik biedéw. W czasie testowania
nastawiono na pakfecie wszystkle zbocza opadagace, wszy-
stkie zbocza narastajace, cztery zbocza opadajace i cztery
narastajgce. Program pracuje'w petli zmieniajac za kazdym .
razem wysktang informacje. !

Kryteria odpornosci takie same Hak dla TPS.

N A
Do pakietu MA11,d0prowadzany Jest,nlezmlenny'sygnal ze
2rédta sygna¥déw ADZ-201. Program‘iagisuje W pamigci najwieg-
kszg i najmniejsza wartoéé przetworzonego sygnaiu oraz
liczbe przetwarzar. -Program dziata w.p@tli..
Rrzyjeto nastepujace kryteria odpornoéci;
-~ poprawne stany lampek BTMO, WAIT, SYST

przetworzong nie wieksza niz 1 bit.

Wyjécia pakietu MAOL zostaly pod&aczone do wej$é pakietu
MCO1. Program zmienia kolejne numery kanaiu,na ktéry poda-
wany jest sygnat. Z pakietu MCO1 ddczytywany jestn numer R
tego kanaiu: jesli sie nie zgadzaJa to powigkszany Jest
licznik bXeddéws Program dziata w petli.
Przyjeto nastepujace kryterlq odpornos$ci.:
- poprawne ‘stany lampek ‘BTMO, WAIT, SYST
-"poprawne stany lampek pakietéw MAO1 i MCO1

- zerowy stan liczbnika bXeddw. -

~
AY




¥

- =8.2712. Tegt_przerwat gegngt;zgygh_TEP_

Program co 1 sek: zwigksza licznik zegara-o 1 i czeka na
zgloszeﬁie przerwania. W przypadku zgioszenia przerwania
powigksza o 1 odpowiedni licznik. Program zaw1era 3 liczni-
ki przerwan' ! .

- licznik przerwan sygn. PFIN

- licznik przefwaﬁ od interfejsu zszeregowego
- licznik przerwar od czytnika i dziurkarki
Przyjgeto nastgpujace kryteria odpornosci:

- poprawne stany lampek BTMO, WAIT, SYST

- zerowe stan licznikéw

- warto$c¢ licznika zegara réwna liczbie sekund czasu

A

trwania programu-.

-

3.3. Sposéb badéﬁia.

Zakres badafi obejmowal badania zakiécalnodci urzadzen dla
obwoddéw, sieciowego i interfejsowych zewneﬁfzn%dh Badania
przeprowadzioha metodami zalecanymi w projekcie PN/M [2] dla

- zakZdécen 1mpulsowych nanosekundowych /grupa 01/, 1mpulsowych
duzej energii /grupa 03/, zakX6cet ciaglych_iinu501dalnych o
czestotliwoéci sieci /grupa 05/, dynamicznych zmian napigcia
zasilania /grupa 07/, wylédowaﬁ elektrycznosci s;étyczhéj
/grupa 08/. W tablicy 3.3 podano zestawienie ufzadzeh“poﬁiaro-‘
wych i urzadzeh pomocniczych stosowanych wbadaniach Bbwodéw

- dla odpowiednich metod symulacji. Oznaczenia metod symulacji
zgodne z Qrojektem PN/M [2] za wyjatkiem oznaczenia cyfrowggo

- metod symulacji dla zakiécen impulsowych nanosekundowych. Rézn
ca wynika z faktu stosowania w badaaniach sygnatu zakidcajace~
go 5/100ns zamiast zalecanego w normie sygnatu 5/50ns. KonieT
czno$C zastosowania zastepczego sygnatu wynikia z braku
generatora impulséw 5/50ns, Punktem pomiarowym zakidécalnosci
:byly: dla obwodu sieciowego wtyczka kbbla przytaczeniowego
zasilacza o diugo$ci 0,5m a dla obwoddw inter?ejspwych ztacza
interfejsowes pakietéw lub kabel interfejsowy. Zrédiem sygnatu
roboczego dla wejscia analogowego byio 2rédio sygnatu ADZ-201
</MERA-PIAHﬂ Dla pozostatych interfejs6w wykorzystywano odpow1ej

. dnie komplementarne wejfécia i wyj$cia pakietéw. Przyjeto minimg

ny czas badania,czas narazania zakiécenlaml wynoszacy 2 minut

‘Odpowiada to narazeniu badanego obwodu 1500 impulsami i okoXo
12 zanikami.Dla wytadowari ESD przygeto dzie91ec wyladowaﬁ
inicjowanych z czestoscia- ~CO 1s.
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3.4. Wyn1k1 badatt s
Pezny zbiodr. wynikéw pomlaréw zawiera zeszyt badan KEM poz.
-85.04.17. Wybrane wyniki, poziomy zakidcalnosci urzgdzen
dla réznych testéw zestawiono w tabelach 3.4.1 do 3.4.9.
Jezeli w uwagach nie zaznaczono to przytoczene wyniki uzy-

" skano przy odlaczonych urzadzeniach peryferyjnych CT i DT
oraz przy odlaczeniu w pakiecie MW30 ‘ukzadéw ‘od linii
sygnatéw PFIN, MPRO, RESET. Typowy Gktad tabeli zawiera
nastgpujace informacje: ' - ' -
Kolumna 1. liczba porzadkowa ’ '
kolumna 2. oznaczenié obwodu zakidécanego i stosowanej meotd

) 'symulacji oraz uwagi dodatkowe
kolumna 3. pomierzony poziom zaklécalnosci,gérna liczba ozn

cze poziom dla polaryzacji'dodatniej impulsdw,

dolna 'dla polaryzacji ujemnej, ’

kolumna 4. dodatkowe informacje o objawach zaktécen, hibe
X

liczby. W nawiasach oznaczaja poziom z,klécal-
nosci. . —

o - _ 5
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W tabelach wprowadzono dodatkowe oznagZenia'skfétowe:

ZSK
ZIP
PPP

ret =~ wystapienie restartu systemowego

up =~ urzadzenia peryferyjne

bup =~ bez urzadzef peryferyjnych, odlaczone kable:
interfejsowe od pakietu MM8O - -

bz. - bez zmian w pakiecie Mwso'

stxx - oznaczenie stanowiska zajmowanego przez \
pakiet w kasecie .

boz < bez objawéw zakécen. _

Pozostake oznaczenia, sa oznaczenlami aystemoﬁymi

SY9

Uwaqi"konstﬁukcyjne.'

- 14_ . ‘ v

- zaktécanie obwodu. sieciowego kasety
.- zak&écanie obwodu interfejsowego
- przerwanle pracy programu

natéw lub pakietéw.

Wt

PROWAY zauwazono niedoqiégniecia»konstrukcyjne; ktoére

autorzy‘sprawozdénia sformutowali w postaci nastegpujacych
uwag : . ‘ ‘ '
/ Konstrukcja-mechaniczna pakletu naglstrall kasety i

‘konstrukcji.wprowadzié stosowne zmiany konstrukecyjne g

'kaaety. Duze odksztalcenla ptyt drukowanych moga byc,

s

rakcie badania i obsiugi urzadzeh systemu INTELDIGIT-

kasety nie zapewnla poprawnego zaczenia ztacz pakietu z
zXaczami magistrali kasety. Operacja =ziaczenia wymaga ’
uzyeia duzych si¥, ktére powoduja znaczne*wyboczenie’
ptytki drukowanej pakietu i ugiecie piyty maglstrall

przyceyna uszKodzen druku, szczegdlnie uszkodzen nie-
trwatych, trudnowykrywalnych. Z daaych katalogowych na
zbacza wynika,ze sita ztaczania dwéch ztacz 96 stykowych

wynosi ok. 230N. Proponuje sig po prZeprowadzeniu analiz

zapewniajace obsiudze %atwe i pewne zigczanie pakietu
z magistrala i zapobiegajace odksztatceniom piyt
drukowanych. | o o

_ !
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Wydaje sig celowe i mozliwe wprowadzenie standaryzacji
systemowe j dla zigacz obiektowych pakietodw W stopniu
stosoWanym w dotychczdaewych uﬁi@dt-niach PI.. '
Wprowadzenie takie€j standaryzac31 utatwia serwis wykonanle
dokumentaCJi, wykonanie oprzewodoWanla wewnegtrznego
Zestawu w szafle.

W badanych pakietach wystgpuje zrodznicowanie w zakresie:

. typow zlacz /wtyk/gniazdo/ numero6w wejsc wyjéé na zZaczach
'D,E, pindw ztacza_ dla obwodéw wejscia wyjécia.
Przykiadowo na zla&zach D, JE pakletéw wyprowadzono:

MA 01 /6/ W /6/ wso...we7 N
MA 11 - /6/ WE

MC 01 . /G/ WES...WE15 /G/ WEO...WE7

_Mc 21 W/ WYO...WY7 SW/  WYB...WY15

Obwody we3éc1owe na ztaczach DlE pakietu MCO1 SQ wyprowa-
dzone do réznych pinéw, nie sa Jednakowe. Podobnie jest
z wyprowadzenlem obwodéw na .ztaczu D komutatora MAO1 i

. ztaczu E przetwornika MA11l.

3.

Proponuje sig¢ doprowadzi¢ do zgodnoébilz dokumentami
IEC /IEC 550 i projektem T€65 na interfejsy dla programo-

 wanych s;erownikéw/~konfiguracje obwoddéw wejsciowych i

4.

/

wyjéciowich w pékietach dwus tanowych . W obu dokumentach
zaleca sig: ’

‘- dla wejsc, wspélny biegun wejéc przylaczany do uziemia-

nego - bleguna zasilania, .
- dla wyjéé, wspélny biegun obciazeﬁ przytaczany do

u21em1anego bieguna zaSLIanla, obc1azen1e wtaczane

pomigdzy wyjscie i biegun wspélny za811an1a..

Proponuje sig przeprowadzi¢ analize rozwigzan konstrukcyj-
nych na podstawie wykonanych projektow zestawow INTELDIGIT-
PROWAY . Analiza powinna dotyczyd: .

- wzajemnego usytuowania pakietdw w kasec1e z listwami
ob1ektowym1 tras kabli. interfejsowych,

- wzajemnego usytuowania zasilacza /za31laczy/ i kaset,
rozwigzania poaczen obwodéw zasilania w tym obwodéw z
bardzo duzymi pradami, ‘ . :

- rozwigzania obwoddéw uziemiajacych i obwodéw ochronnych

zestawu,

- rozwigzania obwodéw sieciowych tras tych obwodéw i ich

separacji od obwodéw wewngtrznych, //1)12

. ! L

-~ s -
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‘3060 WniOSki ‘ ‘- =~ . |
1. Na'podst;wie analizy wynikéw pomiaréw p.3.4 mozna okreélié |

nastgpujace poziomy zakidécalnosci dla réznych funkcji,

sygnaxéw lub urzadisﬁ.\PoniZSze zestawienie wykonano dla ‘|

pomiaréw wykonanych z odigczonymi DT i CT od pakietu MMsSO.

. 1. Dla zakldcef_impy sowych_nangsekundowych_5/100ns _
w gbwodzie sieciowym kasety /metoda SN11/._

1. Wykonywania zadan - 820V MM80 ’ o
N wewngtrznych MM80 - )
2. Przesytu informacji' 1330V -"=-
interfejsem szeregowym . 1
. ’ |
3. Przesytu informacji_ 1380V.. ~"= .

interfejsem réwnolegiym _

- -4, Przéchowywania informacji : ' o
w komérce pamigci wew., )
RAM.: - 1210V ="- : C

5. Wymiany informacji z' 700V MM8O+MW30
komérka pamigci - . MK+ML30 /
zewnegtrznej RAM ) |

6. j.w. z filtrem .

' sieciowym FP250/4 1200V ~-"~ 7,
7. Sygnakéw BTMO, 1080V MM8O L . J
' , SRR /700V//MM80+MW30
WAIT,LD MK+MCO1+MC21/

‘ 8.-Wydawania i przyjmo- 190V -~ MM8O+MW30+MK+MC21+MCO1 ™

wania informacji.dwu~- . i - ‘

stanowej MC21-MCO1 * B
9. Poprawnoéci wybdru i 1500V MM8O+MW30

zataczenia kanaiu MK+MA0;fM001 o

komutatora MAO1 o ' o J
10. Przetwarzania info-. 760V MMB80+MW30 .

rmacji analogowej ¢ MK+MALL

MA11 - T o o ‘

\
|
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11. Uk}adu przerwah na ‘MMB80+MW30+MK

pakiecie MM80 '
z ukladu 8251 - 870V

sygnaiu PFIN 1200V .
linii INT 1380V

g 12, Dla sygnaizdéw SYST. 820V MW30

\ ALARM 1080V

-~

~1. Przesytu informacji 230V metoda SE11
: interfejsem szeregowym T
' 2., Przesytu informacji 230V - " -

interfejsem réwnolegiym - ,
3. Wydawania i przyjmowania <190V metoda SE11 1 SN11

informacji dwustanowej . dla 24V
MC21~-MCO1 : - .
4. Przetwarzania informacji\ 190V metoda SNi1l
- : analogowej MA11 , ‘ 700V metoda SE1l.

.

“““““““““ - . 0,3/20ps ptad}
1+ W obwodzie sieciowym-dla o - -
) o <ugwszystkich testdéw >1000QV /SN30,8830/ - '
2. W obwodzie interfejsowym dla  ~ = = =t "7 7
- przesyiu informacji 210V /7A/ /SM30/
interfejsem réwnolegiym . MM80
- przetwarzania informa 200V /SN30/.
cji analogowej z do- S MM80O+MW30
. ktadnoscia 1,5% MK+MAL11 .
. - dla pozostazych inter- 100QV -  -/SN30,‘.SM30/ -

fejséw nie stwierdzono
objadw zakioécen.

- o e S em s =N o amw ow tp on = onl ap om o= ey Tes = S en Su M w m -

. w obwodach interfejsowych, przy.metodzie symulacji SMSO nie
stwierdzono objawéw zakXécen przy poziomie sygnaiu 5OA.
Dla interfejsu analogowego nie wykonano pomiarow.

o . \
4, Dla zanikéw napigcia_sieci

220V/0 trwajacych diuzej od 4 mé.

’

g
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Uzyskane wyniki swiadcza o niskiej'odpornoéci badanych
urzadzeh szczegdlnie dla zakiécer impulsowych nanosekundowych
i zanikéw napigcia sieci. Pomierzona odporno$¢ urzadzen jes't
nizsza od odpornoéci.uzyskiwanej w dotychczasowych rozwiaza-
niach urzadzen INTELDIGIT-PI, modetach urzadzern MIR-PROWAY,
oraz od*odporno$ci wymaganej przez projekt normy [2]

" Jedynie pomierzona poraz pierwszy zaklécglnoépi dla pakie#dw

qnalogowych i ESD nie moze by¢ poréwnywana z wynikami
poprzednimi, ale jest ona nizsza od wymagan normy.[é]

-

Niska odpornos$¢ urzadzeh nie gwarantuje poprawnej pracy'na‘
obiektach przemystowych. Koriieczne jest przeprowadzenie

weryfikacji rozwigzan konstrukcyjnych i podwyzszenie odporno-

éci praktycznie dla wszystkich Hadanych urzadzeri., Stwierdze-

. nie to wynika z faktu, ze przy zastosowaniu filtru sieciowego

poziom odpornos$ci, przykitadowo wymiany. informacji z komérka

o pamieci zewnegtrznej nie osiaga poziomu 1500V co zwykle uzyski

. szczegblnie z pakietem MW30., =

wano w' rozwiazaniach poprzednich INTELDIGITv Rowniez, wystegpu
jace objawy zaklécania sig pakietu MM80 przy zanikach 0 czasi
trwania krétszym od czasu trzymania zasilacza wymagaja szcze~-

gbézowych badat wspéipracy zesilacza z urzadzeniami kasety .

N

Proponuje sie aby poprawe podﬁyzszenie;oﬂpornoéei przeprowa-
dzié etapami, wedtug nastepujacego zakresu i kolejﬁoéci.
1. Podwyzszyc odpornosc podstawowych urzqdzen systemowych
~obejmujacych i~ _ - -
. a/ zasilacz MZ21 i pakiet MW30
b/. magistrala kasety i pakiét MW3O
¢/ pakiethiigo ‘
d/ pakiety ML30 i ML40 /po dodatkowych badanlach sprawdza-
jgcych/.
2. Podwyzszy¢ odporno$é pakietéw sprze@enia:
a/ pakietu MCO1 \
b/ pakietu MC21 /po dodatkowych badanlach sprawdzajacych/
c/ pakXietu MA1l1 N
d/ pakietu MAO1 /po dodatkowych badanlach sprawdzaJacych/'
Podwyzszenie odpornosci dotyczy giéwnie zakléceﬁ impulsowych
nanosekundowych. PodwyZzszenie odpornoéci na wytadowania ESD
bedzie mozliwe do przeprowadzenla po badaniach urzadzen w

typowe j obudowie, szafy \ - ;QLC?
- SZafie,

. . e




' rozw1@zaﬁ ukladowych w zasilaczu MZ21 oméwionych w p. 2.5.6.

W p. 2.5.6 nalezy zwiekszy¢ jego tiumienie dla zaklécent

. MM8BO.

© przy ‘poprawionych urzadzeniach M221 MW30, MM8O0.

. 1i zasilanh, uktad przerwan i kon-troli magistrali, uktady

zPakietv ML30 i ML40. Okreslenie uktadéw wymagajacych ‘wykonania

- 19 -

Warunkiem koniecznym do rozpoczegcia prac podwyzszan1a odporno-
sci na zanik1 napigcia sieci jest wykonanie poprawek btednych

Na podstawie wynikow badanla i zaobserwowanych obganéw zakioce
mozna wstegpnie okreéllc uktady, fragmenty ukiaddéw pakietoéw
i urzadzeri ktére powinny by¢ poprawione.

Zasilacz MZ21. Po usunigciu bledéw kons trukcyjnych, oméwionych

1mpulsowych nanosekundowych przez.separacjg¢ obwodu 31ec1gwego
ze wspélneJ wiazki wewnetrznej za51lacza. ]

~

Pakiet MW30. Ukkady wspélpracugace z zasilaczem, ukiad kontro

polaryzacgi i wspbipracujace z liniaami magistrall kasety,
uktad RESET. Ny

Pakiet MM8O. Uklady zwiazane z sygnatami BTMO, WAIT, LD, ukZad
przerwah pakietu, ukady 1nterfejséw szeregowego i réwnolegieg

poprawek bedzie mozliwe po ponownym sprawdzeniu zakioécdlnosci,
ktére nalezy wykonac po podwyzszeniu odpornosci Mz21, MW30,

Pakiet MCO1. Ukzady" rejestru dynamlcznych zmian wejéC staty=-

czno-przerwaniowych. Dokladne okreélenle uktadéw wymaga spraw
dzenia odpornoéc1 weJéc bez wspoipracy z pakietem MC21.

Paklet MC21. Okreslenie ukladéw wymagajacych wykonania popra-

Pakiet MA1i. Uklady wymagajace wprowadzenia p0prawek naléiy

wek bedzie mozliwe po sprawdzeniu odpornosci pakietu wykonany
po podwyzszeniu’ odpornoéci pods tawowych urzadzeﬁ MZ21 ,MW30,
MM8O. - , ..

Pakiet MAO1. Okreslenie uktadow wymagajecych wykonania -

poprawek nalezy wykonac po sprawdzenlu odpornosci pakietu

okres$li¢ po szczegbéiowych badaniach i wykryciu mechanizmu
sprzgzenia zaktoceh z czescig -cyfrowa i czesciag analogowa
pakietu. . -

~

2
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\

Magistrala kasety., Wymaga sprawdzenia poprawnosci propagacji
sygnaxéw po liniach;, przestuchéw i odbic. . . -

6. Proponuje sig aby w dg}szychzopraCOWaniach urzadzef
systemu INTELDIGIT-PROWAY ‘uwzglednic¢ uwagi konstrukcyjne
‘podane w p. 3.5, :
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